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1, WSTEP

Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa metody

1,1

pomiaru parametrdw elektrycznych i fotoelektrycznych fo-

totranzystorow,

1. 2 Zakres stosowania normy, Postanowienia normy sto-

suje sie przy badaniach rozjemczych,

1,3, OkresSlenia

1,3, 1, Obwéd zwarty - obwéd o tak matej impedancji, ze

dalsze jej zmniejszanie ma pomijalny wplyw na wynik po-
miaru,

1.3, 2, Obwéd rozwarty - obwéd o tak duzej impedancji,

ze dalsze jej zwigkszanie ma pomijalny wptyw na wyhik po-
miaru.

1.3.3, Miejsce pomiaru - miejsca na

elementu, w ktérym wykonuje sie pomiar,

1,3,4 Komora swiattoszczelna - komora izolujaca ele-

ment fotoczuty od zewnetrznego promieniowania elektroma-
agnetycznego w catym zakresie widmowym czutosci tego ele-

mentu,
1.3.5 Komora termostatyczna - komora, w ktérej utrzy -

mywana jest stala temperatura (z okreslona doktadnoécia)

niezaleznie od wplywdw zewnetrznych i wewnegtrznych,

1,3,6, Pozostate okreslenia - wg BN-76/3375-42, PN-72/

T-01500/00, a oznaczenia |iterowe parametréw wg PN-76/

T-01501/05,
2. POSTANOWIENIA OGOLNE

2 Wartoséci dopuszczalne, Warunki pomiaréw powinny

1]J

by¢ tak dobrane, aby nie byta przekroczona zadna z war-
tosci dopuszczalnych  parametréw mierzonego elementu,
chyba ze to wynika z okreflonej metody pomiaru, co nalezy

wyraznie zaznaczy¢ w normie przedmiotowe],

2.2, Polaryzacja Zrédet w uktadach pomiarowych podana

jest dla fototranzystordéw n-p=n,

2,3 Warunki temperaturowe, Jezeli w normie przedmio-

towe] nie podano inaczej, to temperatura otoczenia w cza-

wyprowadzeniach,

sie wykonywania pomiaru powinna byé& réwna:
a) w otwarte] przestrzeni 253&:200,
- . o
b) w komorze éwiattoszczelnej 25 +5 C.

2.4, Zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi, Mie-

rzony element nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami zewne-
trznymi promieniowania elektromagnetycznego, wibracji i
temperatury, tak aby ich wptyw na wynik pomiaru byt po-

mijalny,
2.5 Ustalone warunki pomiaru, W przypadku gdy warun-

ki pomiaru sa przyczyna zmian mierzonego parametru nale-
3y podaé w normie przedmiotowe] jednoznaczny sposéb o-
kreélania wartosci parametru,

2,6, Zabezpieczenia, Dopuszcza sig stosowanie elemen-

téw lub uktadéw zabezpieczajacych mierzony eiement lub u-

ktad pomiarowy, Zabezpieczenia powinny mieé¢ pomijalny

wpiyw na wyniki pomiardw.

2. 7. Dopuszczalne btedy pomiarowe, Uktad pomiarowy

powinien byé wykonany tak, aby catkowity btad pomiaru nie
przekraczat: )

a) 10% przy pomiarze parametréw elektrycznych,

b) 20% przy pomiarze parametréw fotoelektrycznych,
jezeli w poszczegdinych arkuszach nie postanowiono ina-
czej,

2,8, Zrédta promieniowania, Rodzaj srédta promienio-

wania do pomiardéw parametrdw fotoelekirycznych powinna
doktadnie okresgiaé norma przedmiotowa Kazde Zrédto pro-
mieniowania powinno mie¢ aktualna metryke | musi byé za-

silane zgodnie z warunkami podanymi w metryce,

2.9, Wymagania dotyczace komory swiatfoszczelnej, Kon-

strukcja komory powinna zapewnié takie warunki, aby odbi-

cia swiatta wewnatrz komory nie wptywaty na wyniki po-
miaru,
2,10, Wymagania dotyczace bezpieczeAstwa obstugi - wg

PN-76/T-06500/05,

2,11, Wymagania dotyczace przyrzadow pomiarowych -

wg PN-74/T-01504/00 zatacznik,
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2 Informacje dodatkowe do BN-77/3375-44/00

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Instytut Technologii

Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centrump Pét-
przewodnikéw, Warszawa Al, Lotnikéw 32/46.

2, Normy zwiazane
PN-72/T-01500/00 Eiementy pditprzewodnikowe, Nazwy i

okreslenia

PN-76/T-01501/05 Eiementy péiprzewodnikowe, Ozna-
czenia literowe parametréw optoelektronicznych
PN-74/T-01504/00 Elementy pdiprzewodnikowe, Metody

pomiaru parametrdéw tranzystoréw i diod, Postanowie-

nia ogélne

PN-76/T-06500/05 Elektroniczne przyrzady pomiarowe,

Wymagania i badania bezpieczefistwa obshugi

BN-76/3375-42 PdSiprzewodnikowe elementy optoelektro-

niczne, Nazwy i okreélenia

3, Autorzy projektu normy -~ Tadeusz Fornal | inz, Jerzy
Malinowski, Zaktad Doéwiadczalny Péiprzewodnikéw przy

Instytucie Technologii Elektronowej, Warszawa ul, Koma-

rowa S,



